spektroskopické metody, podzim 2012

hlavni vyu €ujici: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.

prednaska: patek, 10:00 — 11:50 hod, F1
cviéeni: pondéli, 18:00 — 18:50 hod, F1

ukon €eni: zapocet

podminky k ud éleni zapo €tu: aktivni a¢ast na cvic¢eni, maximalné tfi neomluvené nedcasti

osnova

Uvod do spektroskopie, monochrométor, difrakéni m¥izka, hranol D. Hemzal

2 | elektronova, vibra¢ni a rotaéni spektroskopie,

. J. Chaloupka
Kramersovy-Kronigovy relace
3 | transmisni a reflexni spektroskopie, d kanalovy kt tr,
i areflex pektroskopie, dvoukanalovy spektrometr, A Dubroka
Referenéni méreni, ATR
4 | fourierovska infratevend spektroskopie A. Dubroka
5 | spektroskopické elipsometrie A. Dubroka
6 | Ramanova spektroskopie D. Hemzal
7 | grupové analyza (symetrie, vibrace) D. Hemzal
8 | Rtg spektroskopie 1: rtg zdroje, moinochromatizace, index lomu, P Mikulik

absorpce, zobrazovani

9 | Rtg spektroskopie 2: fluorescenéni spektroskopie — rtg detektory,
Fotoemisni spektroskopie — elektronové detektory, 0. Caha
rtg absorpéni spektroskopie - jemna struktura a absorpéni hrany

10 | Nuklearni magneticka rezonance K. Kubi éek
11 | Kvantitativni analyza (signaly-Sum, fitovani, spektralni profily) A. Dubroka
12

13 | Exkurze do laborato Fi
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StellarNet SL3 Deuterium Lamp Spectrum

o EPP2000C UY/VIS fiber optic spectrometer
o F400-UY/VIS fiber optic cahle
o0 8L3 fiher optic deuterium lamp (4000 hour)
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jednoduché disperzni prvky
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Evenwijdige verschulving
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zobrazujici monochromator




